TENDENCIAS DO TESTE AUTOMATIZADO 2016

A padronizacao das plataformas,
da caracterizacao a producao

Em 1983, o primeiro celular comercial custava $ 3.995,00, cerca de

$10,000 na economia atual. Suportava uma Unica banda, pesava quase

um quilograma e tinha quase o tamanho de um tijolo.

Duas décadas mais tarde, um celular quad-band custa
apenas alguns dolares. Até mesmo um celular que suporta
mais de 20 bandas contém Bluetooth, LAN sem fio e GPS
custa menos de $100,00 hoje.

Enquanto essa grande queda de preco representa um
enorme beneficio para os clientes, ela criou grandes
desafios para aqueles que fornecem componentes de RF.
De acordo com uma recente estimativa da Databeans, o
custo dos circuitos integrados de radiofrequéncia (RFICs)
para dispositivos méveis caiu mais de 40% desde 2007.
Mas além dessa reducéo de preco, é preciso, ainda, lidar

"...estao sendo feitos grandes esforcos
para diminuir gastos com projetos,
desenvolvimento e fabricacao de
circuitos integrados para que a indUstria
mantenha sua constante reducao de

custo por funcao.”
—El Informe McClean 2015, IC Insights

com o desafio do aumento da complexidade do dispositivo.
Dez anos atras, um amplificador de poténcia GSM com
uma Unica funcéo era o padrao. Hoje, muitos RFICs sdo
extremamente mais complexos.

Considerando que o custo de teste geralmente é quase a
metade do custo dos bens vendidos, de acordo com a IC
Insights, os fornecedores de RFIC tém um novo enfoque
na reducao do custo do teste de producao.

Na ultima década, esse enfoque intenso produziu uma
grande mudanca, do uso de solucdes turnkey de ATE
a criacao de testadores otimizados e econémicos na
prépria empresa baseados em instrumentos prontos

para uso. Essa mudanca para uma abordagem de

teste customizada tem sido um fator preponderante

no sucesso de plataformas modulares de instrumentos
como o PXI na area de producao, principalmente porque
os instrumentos modulares tém mostrado excelente
relacdo de valor por desempenho.

Inovacao e concorréncia aumentam

a pressao sobre o custo

A medida que a forte concorréncia e o ritmo cada vez
mais acelerado da inovacédo sem fio dificultam a busca
pela reducao de custo, é importante reconhecer que essa
pressao exige ciclos mais curtos para lancamento de
produtos para que as empresas continuem competitivas.
Com grande parte dos seus custos de teste de producao
j& reduzidos através do uso de instrumentos modulares, as
empresas precisam encontrar novas formas de melhorar a
eficiéncia do desenvolvimento de seus produtos.

Uma pratica cada vez mais importante é a reducao do
ciclo de projeto do produto com ferramentas de teste

e projeto padronizadas. Antigamente, as equipes de
desenvolvimento de produtos usavam préticas de teste
e projetos diferentes em cada fase do desenvolvimento
do produto. Com essa abordagem, os engenheiros
responsaveis pela validagao de silicio e pelo projeto do
plano de teste de fabricacdo muitas vezes tinham que
projetar seus préprios testadores a partir do zero.

Hoje, muitas empresas estao adotando abordagens de
plataformas integradas para reduzir o custo total dos testes
e o0 tempo para o0 mercado. Como o McClean Report 2015
constatou, as organizacdes precisam dedicar mais esforcos
em “reduzir as despesas com o projeto, desenvolvimento
e a fabricacao de circuitos integrados para que a industria
mantenha sua reducdo constante no custo por fungao”.

Embora a busca por uma plataforma de teste comum

nao seja algo novo, as inovagdes Nos equipamentos de
teste estdo tornando isso possivel. H4 uma década, os
engenheiros de equipamentos de teste usavam em suas
caracterizacoes laboratérios que ndo eram rapidos o
suficiente para o teste de fabricacdo de alto volume e era
necessaério usar ferramentas diferentes durante todo o ciclo
de vida do produto.

Hoje, os instrumentos PXI oferecem a exatiddo nas
medicdes que as equipes de P&D precisam e a velocidade
que o teste de fabricacdo exige. Consequentemente,

as empresas estao cada vez mais padronizando as
plataformas de instrumentos modulares em todo o ciclo
de projeto, reduzindo diretamente o custo associado aos
resultados das medicoes. Além do aumento da qualidade
das medicoes e da velocidade do PXI, os sistemas de
aplicacbes especificas, como o NI Semiconductor Test
System, criam sob a plataforma PXI adicionando um
invélucro robusto, suporte de teste, controle de DUT

e o software turnkey necessarios para o0 ambiente de
fabricacdo de semicondutores

Integracao e aquisicao impulsionam

a padronizacao

Outros fatores que impulsionam a necessidade de
padronizar plataformas de teste e projetos comuns

sao as integracoes e aquisicdes dentro da indUstria

de semicondutores. Embora o agrupamento de
fornecedores permita que as empresas trabalhem com
um conjunto maior de componentes em um dispositivo
movel especifico, isso tem um grande impacto nas
equipes de engenharia responséaveis por levar esses
produtos ao mercado.

Esse impacto é normalmente gerado pela integracao

de equipes de engenharia geograficamente distribuidas
que possuem suas proprias preferéncias em linguagens
de programacao, estratégia de teste e investimentos
em ferramentas. Muitas vezes, a ineficiéncia no
desenvolvimento do produto surge quando equipes
distribuidas nao compartilham boas praticas em comum.

Uma pratica fundamental é usar um Unico cédigo base,
das medicdes automatizadas na P&D as medicdes
automatizadas no teste de fabricagdo. Ao compartilhar
um codigo base comum do software de teste e usar a
mesma tecnologia de medicdo em todo o ciclo do projeto,
as empresas reduziram o custo de desenvolvimento do
software de teste e diminuiram o tempo para o mercado.

Status Quo coloca a prosperidade

da empresa em risco

Da mesma forma que a era digital comoditizou
o Cl digital, a era da informacdo também esta
comoditizando o Cl analdgico.

A comoditizacdo comeca com um baixo custo e requer
uma abordagem totalmente nova para ser testada.

Em uma era onde a estratégia de teste é considerada
uma vantagem competitiva, as empresas estao

usando a padronizagdo em plataformas comuns como
um método para reduzir custos. No entanto, aquelas
que nao considerarem uma abordagem comum de
plataforma para o teste podem ter que lidar com muitas
dificuldades. Embora em alguns momentos o método
antigo seja mais facil, o custo adicional e ineficiéncia
colocam as possibilidades de lucro da empresa em risco.
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